Stav m éreni reflektivity zrcadel
vyrab énych ve SLO UP a FZU AV
CR, Olomouc

Libor Nozka
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Zpusoby m éreni spektra :

e Komparacnim refraktometrem
e Spektralni mereni Xe-vybojkou a PMT

e Spektralni méreni Xe-vybojkou a
spektrometrem Avantes AvaSpec-2048-2



Kompara ¢ni refraktometr

« pracovni vinova délka 337 nm

e meéreni ve 13ti bodech

Odrazivost podél poloosy zrcadla




Vysledky m éreni refraktometrem

Reflektivita [%)] Cetnost

<88,9 44
89,0 — 89,4 16
89,5 — 89,9 38
90,0 — 90,4 61
90,5 — 90,9 212
91,0 - 91,5 254
91,5 -92,0 75
>92.0 11
Celkem: 711




Xe-vybojka a PMT

* V-N metoda

*V-W metoda
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Xe-vybojka a spektrometr
Avantes AvaSpec-2048-2

FWHM pro AvaSpec-2048-2 [nm]

o prameér viakna pracovni
mrizka
_ [um] oblast
[ lines/mm]
200 400 [nm]
300 8,0 20,0 171 - 1100
1200 1,4-20| 3,3—-4,8 | 221 -437

200 pm a 400 pm opticke
vlakno

kolima €ni ¢ocka



Counts

Counts

Mereni spektra n ekterych vybranych
zdroj U svétla systéemem Avantes
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Xe lamp - UV spectrum
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Néktere p riklady m éreni
nevztazene reflektivity zrcadel
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Poloha maximalni reflektivity
vybranych zrcadel

Cislo zrcadla —[nm]
532 289,2
619 288,3
633 271,0
667 283,06
679 288,4
693 289,1
746 269,1
rozptyl hodnot: 20,1




Budoucnost m ereni reflektivity | ¢

e pozadavek: rychle, efektivni, nenarocné,
vicebodoveé (plosné), spektralni mereni

e vystupni kontrola komparacnim
refraktometrech

e postupné ve velké mife nasazovat méreni
spektrometrem AvaSpec-2048-2

e budoucnost: mobilni spektrometricky systém
pro nasazeni ,,in vivo*



